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概 要 
 
 
 

この約20年間に角度分解光電子分光(ARPES)の手法により結晶固体金属電子状

態の研究は飛躍的に発展した。光エネルギーh=10-200 eVではFermi準位近傍の

電子のARPES測定は表面敏感となるが、h=500-1,000 eVではバルク敏感性が5割

程度、さらにh=6-8 keVではバルク成分が9割をも超えることが多い。一方で

h<10eVでは物質依存性が高い。 
 近年、トポロジカル絶縁体の例に見られるようにスピン情報を測定する重要性が

急増し、これまでのAuのMott検出器やWのSP-LEED検出器より百倍ほど感度の高

いFe-OのVLEEDスピン検出器が実用化されるに至った。しかしながらその多くは低

い検出効率のシングルチャネル測定であり依然として、とても長い計測時間が避け

がたく表面劣化の問題があるほか、スピントロニクスに向けたミクロ・ナノ領域の測

定が困難である。 
2013年にドイツのMPI-Halleで開発完成したMomentum Microscope (MM)では光

電子入力側に1)光電子顕微鏡（PEEM）を配置し、エネルギー分析は 2)S字型タン

デム配置に接続し収差補正のできる2つの静電半球型電子エネルギー分析器

(HDAs)、3)出射(加・減速)レンズを経て4)2次元検出器で1万から4万チャネルの

(kx,ky)ARPES像が同時計測できる。さらに3)と4)の間に5) 45度入射･反射の

Au/Ir(001)ミラーを挿入し、これに電子を10.25と11.50eVで入射した時に反射率のス

ピン依存性が逆転する事を利用してスピン偏極度Psを数万点の(kx,ky)で一気に計

測できる。これによりスピン偏極２次元ARPES (SP-2D-ARPES),つまりPs(kx,ky)測定

が、Mott検出器の百万倍、Fe-O VLEED検出器の1万倍の効率で可能となった。

PEEMの入射部での試料電子引き出し電圧は10-20kVであるので10eV以下のhか
ら数keV域のhまでの測定も可能となる。PEEMで実空間image測定した後、容易に

特定のミクロ・ナノ領域を選択したSP-2D-ARPES測定が可能なため、この手法は今

後スピントロニクスへの応用だけでなく、スピン偏極光電子ホログラフィーなどの主

流となると思われる。 
現状の装置の説明から実際の複数の測定例までを紹介し、さらに将来展望を述

べたい。 
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